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(57)【要約】
　電池パック用テストシステム及び前記電池パックをテ
ストするための方法を提供する。少なくとも第１及び第
２電池モジュールを含む電池パック用テストシステムが
提供される。前記システムは、ハウジング及び電気的作
動スイッチを有した高電圧サービス断電アセンブリーを
含む。前記システムは、スイッチが閉作動位置となるよ
うに誘導して、第１電池モジュールが第２電池モジュー
ルに電気的に接続されるようにする第１信号を発生させ
るように構成されているマイクロプロセッサーをさらに
含む。センサーは、電池パックに関連した第２信号を発
生させる。前記マイクロプロセッサーは、第１信号がス
レッショルドレベルよりも高いとき、スイッチが開作動
位置となるように誘導して、第１電池モジュールが第２
電池モジュールから電気的に分離されるように第１信号
の発生を停止する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１及び第２電池モジュールを含む電池パック用テストシステムであって、
　ハウジング、第１及び第２伝導性ピン、及び電気的作動スイッチを有した高電圧サービ
ス断電アセンブリーであって、前記ハウジングは内部に前記第１及び第２伝導性ピンを固
定するように構成され、前記電気的作動スイッチは前記第１及び第２伝導性ピンの間を電
気的に直列に接続し、前記第１伝導性ピンは第１電池モジュールの電圧端子に分離可能に
電気的に接続されるように構成され、前記第２伝導性ピンは第２電池モジュールの電圧端
子に分離可能に電気的に接続されるように構成されている、高電圧サービス断電アセンブ
リーと、
　前記電気的作動スイッチ及びセンサーに動作可能に接続され、前記電気的作動スイッチ
が閉作動位置となるように誘導して、第１電池モジュールが第２電池モジュールに電気的
に接続されるようにする第１信号を発生させるように構成されているマイクロプロセッサ
ーと、
　電池パックに関連した第２信号を発生させるように構成されているセンサーと
　を含み、
　前記マイクロプロセッサーは、前記第１信号がスレッショルドレベルよりも高いとき、
前記電気的作動スイッチが開作動位置となるように誘導して、第１電池モジュールが第２
電池モジュールから電気的に分離されるように前記第１信号の発生を停止するようにさら
に構成されていることを特徴とする、テストシステム。
【請求項２】
　前記マイクロプロセッサーは、前記第２信号がスレッショルドレベルよりも高いとき、
電池パックに関連したテスト失敗を示す第１値と同等なテストフラグを設定するようにさ
らに構成されていることを特徴とする、請求項１に記載のテストシステム。
【請求項３】
　電池パックの第１及び第２電池モジュールを充電及び放電するように構成されている電
池サイクリング装置をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のテストシステム。
【請求項４】
　前記センサーは電池パック温度センサーであり、
　前記第２信号は、電池パックが充電されているとき、電池パックの温度レベルを示すこ
とを特徴とする、請求項３に記載のテストシステム。
【請求項５】
　前記センサーは電池パック温度センサーであり、
　前記第２信号は、電池パックが放電されているとき、電池パックの温度レベルを示すこ
とを特徴とする、請求項３に記載のテストシステム。
【請求項６】
　前記センサーは電池パック冷却材温度センサーであり、
　前記第２信号は、電池パックが充電されているとき、電池パックを通じて流動する冷却
材の温度レベルを示すことを特徴とする、請求項３に記載のテストシステム。
【請求項７】
　前記センサーは電池パック冷却材温度センサーであり、
　前記第２信号は、電池パックが放電されているとき、電池パックを通じて流動する冷却
材の温度レベルを示すことを特徴とする、請求項３に記載のテストシステム。
【請求項８】
　前記センサーは電流センサーであり、
　前記第２信号は、電池パックが充電されているとき、電池パックの第１及び第２電池モ
ジュールを通じて流れる電流レベルを示すことを特徴とする、請求項３に記載のテストシ
ステム。
【請求項９】
　前記センサーは電流センサーであり、
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　前記第２信号は、電池パックが放電されているとき、電池パックの第１及び第２電池モ
ジュールを通じて流れる電流レベルを示すことを特徴とする、請求項３に記載のテストシ
ステム。
【請求項１０】
　前記センサーは電圧センサーであり、
　前記第２信号は、電池パックが充電されているとき、電池パックによって出力される電
圧レベルを示すことを特徴とする、請求項３に記載のテストシステム。
【請求項１１】
　前記センサーは電圧センサーであり、
　前記第２信号は、電池パックが放電されているとき、電池パックによって出力される電
圧レベルを示すことを特徴とする、請求項３に記載のテストシステム。
【請求項１２】
　前記電気的作動スイッチが閉作動位置であるとき、少なくとも５００アンペアが流れる
ように前記電気的作動スイッチが構成されていることを特徴とする、請求項１に記載の電
池パック用テストシステム。
【請求項１３】
　少なくとも第１及び第２電池モジュールを含む電池パックをテストするための方法にお
いて、
　ハウジング、第１及び第２伝導性ピン、及び電気的作動スイッチを有した高電圧サービ
ス断電アセンブリーであって、前記ハウジングは内部に前記第１及び第２伝導性ピンを固
定するように構成され、前記電気的作動スイッチは前記第１及び第２伝導性ピンの間を電
気的に直列に接続し、前記第１伝導性ピンは第１電池モジュールの電圧端子に分離可能に
電気的に接続されるように構成され、前記第２伝導性ピンは第２電池モジュールの電圧端
子に分離可能に電気的に接続されるように構成されている、高電圧サービス断電アセンブ
リーを提供する過程と、
　前記電気的作動スイッチが閉作動位置となるように誘導して、第１電池モジュールが第
２電池モジュールに電気的に接続されるように、マイクロプロセッサーによって第１信号
を発生させる過程と、
　センサーによって電池パックに関連した第２信号を発生させる過程と、
　前記第１信号がスレッショルドレベルよりも高いとき、前記電気的作動スイッチが開作
動位置となるように誘導して、第１電池モジュールが第２電池モジュールから電気的に分
離されるように、前記マイクロプロセッサーによって前記第１信号の発生を停止する過程
と
　を含むことを特徴とする、方法。
【請求項１４】
　前記第２信号がスレッショルドレベルよりも高いとき、前記マイクロプロセッサーによ
って電池パックに関連したテスト失敗を示す第１値と同等なテストフラグを設定する過程
をさらに含むことを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　電池サイクリング装置によって電池パックの第１及び第２電池モジュールを充電する過
程をさらに含むことを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記センサーは電池パック温度センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが充電されているとき、電池パックの温
度レベルを示す前記第２信号を発生させる過程を含むことを特徴とする、請求項１５に記
載の方法。
【請求項１７】
　前記センサーは電池パック冷却材温度センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが充電されているとき、電池パックを通
じて流動する冷却材の温度レベルを示す前記第２信号を発生させる過程を含むことを特徴
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とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記センサーは電流センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが充電されているとき、電池パックの第
１及び第２電池モジュールを通じて流れる電流レベルを示す前記第２信号を発生させる過
程を含むことを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記センサーは電圧センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが充電されているとき、電池パックによ
って出力される電圧レベルを示す前記第２信号を発生させる過程を含むことを特徴とする
、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　電池サイクリング装置によって電池パックの第１及び第２電池モジュールを放電する過
程をさらに含むことを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記センサーは電池パック温度センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが放電されているとき、電池パックの温
度レベルを示す前記第２信号を発生させる過程を含むことを特徴とする、請求項２０に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記センサーは電池パック冷却材温度センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが放電されているとき、電池パックを通
じて流動する冷却材の温度レベルを示す前記第２信号を発生させる過程を含むことを特徴
とする、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記センサーは電流センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが放電されているとき、電池パックの第
１及び第２電池モジュールを通じて流れる電流レベルを示す前記第２信号を発生させる過
程を含むことを特徴とする、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記センサーは電圧センサーであり、
　前記第２信号を発生させる過程は、電池パックが放電されているとき、電池パックによ
って出力される電圧レベルを示す前記第２信号を発生させる過程を含むことを特徴とする
、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電池パック用テストシステム及び前記電池パックをテストするための方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電池パックテストシステム及び電池パックをテストするための方法は、過度な電
流、電圧などが流れるとき、電池パック内の電池モジュールに対する安全装置が十分では
なかった。故に、本発明の発明者らは電池パックをテストするための向上したテストシス
テムの必要性に対して認識することになった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は前記のような従来技術の問題点と過去からあった技術的課題を解決することを
目的とする。
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【０００４】
　本発明の発明者らは、深い研究と多様な実験を繰り返し行ったところ、後述するような
電池パック用テストシステム及び前記電池パックをテストするための方法を開発するに至
った。このようなテストシステムにて電池パックをテストしたときに所望の効果を発揮で
きることを確認した。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　例示的な一実施態様による電池パック用テストシステムを提供する。前記電池パックは
少なくとも第１及び第２電池モジュールを含む。前記テストシステムは、ハウジング、第
１及び第２伝導性ピン（ＣＯＮＤＵＣＴＩＶＥ ＰＩＮＳ）、及び電気的作動スイッチ（
ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬＬＹ－ＡＣＴＵＡＴＥＤ ＳＷＩＴＣＨ）を有した高電圧サービス
断電アセンブリー（ＨＩＧＨ ＶＯＬＴＡＧＥ ＳＥＲＶＩＣＥ ＤＩＳＣＯＮＮＥＣＴ Ａ
ＳＳＥＭＢＬＹ）を含む。前記ハウジングは、内部に第１及び第２伝導性ピンを固定（Ｓ
ＥＣＵＲＥ）するように構成されている。前記電気的作動スイッチは、第１及び第２伝導
性ピンの間を電気的に直列に接続する。前記第１伝導性ピンは、第１電池モジュールの電
圧端子に分離可能に電気的に接続されるように構成されている。前記第２伝導性ピンは、
第２電池モジュールの電圧端子に分離可能に電気的に接続されるように構成されている。
前記テストシステムは、電気的作動スイッチ及びセンサーに動作可能に接続されているマ
イクロプロセッサー（ＭＩＣＲＯＰＲＯＣＥＳＳＯＲ）をさらに含む。前記マイクロプロ
セッサーは、電気的作動スイッチが閉作動位置（ＣＬＯＳＥＤ ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＡＬ 
ＰＯＳＩＴＩＯＮ）となるように誘導して、第１電池モジュールが第２電池モジュールに
電気的に接続されるようにする第１信号を発生させるように構成されている。前記センサ
ーは電池パックに関連した第２信号を発生させるように構成されている。前記マイクロプ
ロセッサーは、第１信号がスレッショルドレベル（ＴＨＲＥＳＨＯＬＤ ＬＥＶＥＬ）よ
りも高いとき、電気的作動スイッチが開作動位置（ＯＰＥＮ ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＡＬ Ｐ
ＯＳＩＴＩＯＮ）となるように誘導して、第１電池モジュールが第２電池モジュールから
電気的に分離されるように第１信号の発生を停止するように構成されている。
【０００６】
　また、例示的な一実施態様による電池パックをテストするための方法を提供する。電池
パックは少なくとも第１及び第２電池モジュールを含む。前記方法は、ハウジング、第１
及び第２伝導性ピン、及び電気的作動スイッチを有した高電圧サービス断電アセンブリー
を提供する過程を含む。前記ハウジングは、内部に第１及び第２伝導性ピンを固定するよ
うに構成されている。前記電気的作動スイッチは、第１及び第２伝導性ピンの間を電気的
に直列に接続する。前記第１伝導性ピンは、第１電池モジュールの電圧端子に分離可能に
電気的に接続されるように構成されている。前記第２伝導性ピンは、第２電池モジュール
の電圧端子に分離可能に電気的に接続されるように構成されている。前記方法は、電気的
作動スイッチが閉作動位置となるように誘導して、第１電池モジュールが第２電池モジュ
ールに電気的に接続されるように、マイクロプロセッサーによって第１信号を発生させる
過程を含む。前記方法は、センサーによって電池パックに関連した第２信号を発生させる
過程をさらに含む。前記方法は、第１信号がスレッショルドレベルよりも高いとき、電気
的作動スイッチが開作動位置となるように誘導して、第１電池モジュールが第２電池モジ
ュールから電気的に分離されるように、マイクロプロセッサーによって第１信号の発生を
停止する過程をさらに含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態による電池パック用テストシステムの模式図である。
【図２】本発明の別の一実施形態による、図１のテストシステムを使う電池パックのテス
ト方法の流れ図である。
【図３】本発明の別の一実施形態による、図１のテストシステムを使う電池パックのテス
ト方法の流れ図である。
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【図４】本発明の別の一実施形態による、図１のテストシステムを使う電池パックのテス
ト方法の流れ図である。
【図５】本発明の別の一実施形態による、図１のテストシステムを使う電池パックのテス
ト方法の流れ図である。
【図６】本発明の別の一実施形態による、図１のテストシステムを使う電池パックのテス
ト方法の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態による、電池パック２０をテストするためのテ
ストシステム１０が示されている。テストシステム１０の利点は、テストシステム１０が
電池パック２０に関連した測定された信号がスレッショルドレベルよりも高いとき、電池
パック２０内の電池モジュールを電気的に分離させる電気的作動スイッチ１６４を有した
高電圧サービス断電アセンブリー８０を使うという点である。したがって、電池パック２
０が減少した出力電圧（ｒｅｄｕｃｅｄ ｏｕｔｐｕｔ ｖｏｌｔａｇｅ）を持つ場合、そ
の後に電池パック２０にテストをさらに実施する者は前記テストを実施することができる
。
【０００９】
　電池パック２０は電気自動車またはハイブリッド電気自動車用電力を発生させるために
提供される。電池パック２０は、ハウジング３０、及び第１及び第２電池モジュール４０
，５０を含む。前記第１電池モジュール４０は陽極電圧端子６０及び陰極電圧端子６２を
含む。前記第２電池モジュール５０は陽極電圧端子６６及び陰極電圧端子６８を含む。第
１及び第２電池モジュール４０，５０は、高電圧サービス断電アセンブリー８０によって
分離可能に電気的に接続できる。別の実施形態において、電池パック２０は、電池モジュ
ール４０に電気的に直列に接続された多数の付加的な電池モジュール、及び電池モジュー
ル５０に電気的に直列に接続された多数の付加的な電池モジュールを含む。
【００１０】
　テストシステム１０は、高電圧サービス断電アセンブリー８０、電池パック温度センサ
ー９０、電池パック冷却材温度センサー１００、電圧センサー１１０、電流センサー１２
０、電池サイクリング装置１３０、及びマイクロプロセッサー１４０を含む。
【００１１】
　前記高電圧サービス断電アセンブリー８０は、第１電池モジュール４０を第２電池モジ
ュール５０に選択的に電気的に接続し、第１電池モジュール４０を第２電池モジュール５
０から選択的に電気的に分離するように構成されている。高電圧サービス断電アセンブリ
ー８０は、ハウジング１４８、第１伝導性ピン１６０、第２伝導性ピン１６２、及び電気
的作動スイッチ１６４を含む。
【００１２】
　ハウジング１４８は、固定型ハウジング１５０（ｓｔａｔｉｏｎａｒｙ ｈｏｕｓｉｎ
ｇ）及び除去可能なハウジング１５２（ｒｅｍｏｖａｂｌｅ ｈｏｕｓｉｎｇ）を含む。
固定型ハウジング１５０は内部に除去可能なハウジング１５２を収容するように構成され
ている。一実施形態において、固定型ハウジング１５０及び除去可能なハウジング１５２
はプラスチックからなっている。もちろん、さらに別の実施形態において、固定型ハウジ
ング１５０及び除去可能なハウジング１５２は当業者に知られた他の物質からなることが
できる。一実施形態において、除去可能なハウジング１５２は第１及び第２伝導性ピン１
６０，１６２を内部に固定するように構成されている。さらに別の実施形態において、固
定型ハウジング１５０は第１及び第２伝導性ピン１６０，１６２を内部に固定するように
構成されている。
【００１３】
　電気的作動スイッチ１６４は第１及び第２伝導性ピン１６０，１６２の間を電気的に直
列に接続する。一実施形態において、電気的作動スイッチ１６４は普段開いている（ｎｏ
ｒｍａｌｌｙ－ｏｐｅｎ）スイッチである。特に、一実施形態において、電気的作動スイ
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ッチ１６４は、マイクロプロセッサー１４０の信号を受信するように閉作動位置であり、
マイクロプロセッサー１４０が信号発生を停止するときに開作動位置に転換（ｔｒａｎｓ
ｉｔｉｏｎ）されるように構成されている。一実施形態において、電気的作動スイッチ１
６４は除去可能なハウジング１５２内に位置する。もちろん、電気的作動スイッチ１６４
が閉作動位置となるとき、電気的作動スイッチ１６４は少なくとも５００アンペア（Ａｍ
ｐｓ）が流れるように構成されている。
【００１４】
　前記第１伝導性ピン１６０は第１電池モジュール４０の電圧端子６２に分離可能に電気
的に接続されるように構成されている。前記第２伝導性ピン１６２は第２電池モジュール
５０の電圧端子６６に分離可能に電気的に接続されるように構成されている。特に、除去
可能なハウジング１５２は固定型ハウジング１５０の内部に位置し、前記第１伝導性ピン
１６０は第１電池モジュール４０の電圧端子６２に電気的に接続され、前記第２伝導性ピ
ン１６２は第２電池モジュール５０の電圧端子６６に電気的に接続される。さらに、除去
可能なハウジング１５２は固定型ハウジング１５０の内部に位置し、前記第１伝導性ピン
１６０は電圧端子６２から電気的に分離され、前記第２伝導性ピン１６２は電圧端子６６
から電気的に分離される。
【００１５】
　電池パック温度センサー９０は、マイクロプロセッサー１４０から受信した電池パック
２０の温度レベル（ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｌｅｖｅｌ）を示す信号を発生させるよう
に構成されている。一実施形態において、電池パック温度センサー９０は電池パック２０
のハウジング３０の内部に位置する。さらに別の実施形態において、電池パック温度セン
サー９０はハウジング３０の外部及びハウジング３０に隣接して位置する。電池パック温
度センサー９０はマイクロプロセッサー１４０に電気的に接続される。
【００１６】
　電池パック冷却材温度センサー１００は、マイクロプロセッサー１４０から受信した電
池パック２０を通じて流動する冷却材の温度レベルを示す信号を発生させるように構成さ
れている。一実施形態において、電池パック冷却材温度センサー１００は電池パック２０
のハウジング３０の内部に位置する。さらに別の実施形態において、電池パック冷却材温
度センサー１００はハウジング３０の外部及びハウジング３０に隣接して位置する。電池
パック冷却材温度センサー１００はマイクロプロセッサー１４０に電気的に接続される。
【００１７】
　電圧センサー１１０は、マイクロプロセッサー１４０から受信した電池パック２０によ
って出力された電圧レベル（ｖｏｌｔａｇｅ ｌｅｖｅｌ）を示す信号を発生させるよう
に構成されている。一実施形態において、電圧センサー１１０は電池パック２０のハウジ
ング３０の内部に位置する。さらに別の実施形態において、電圧センサー１１０はハウジ
ング３０の外部及びハウジング３０に隣接して位置する。電圧センサー１１０は第１電池
モジュール４０の電圧端子６０と第２電池モジュール５０の電圧端子６８との間に電気的
に接続される。電圧センサー１１０はさらにマイクロプロセッサー１４０に電気的に接続
される。
【００１８】
　電流センサー１２０は、マイクロプロセッサー１４０から受信した第１及び第２電池モ
ジュール４０，５０を通じて流れる電流レベル（ｃｕｒｒｅｎｔ ｌｅｖｅｌ）を示す信
号を発生させるように構成されている。一実施形態において、電流センサー１２０は、第
２電池モジュール５０の電圧端子６８と電池サイクリング装置１３０との間に電気的に直
列に接続される。電流センサー１２０はさらにマイクロプロセッサー１４０に電気的に接
続される。
【００１９】
　電池サイクリング装置１３０は、マイクロプロセッサー１４０の調節信号に応じて電池
パック２０の第１及び第２電池モジュール４０，５０を電気的に充電するように構成され
ている。もちろん、電池サイクリング装置１３０は、マイクロプロセッサー１４０の他の
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調節信号に応じて電池パック２０の第１及び第２電池モジュール４０，５０を放電するよ
うに構成されている。電池サイクリング装置１３０は、第１電池モジュール４０の電流セ
ンサー１２０と電圧端子６０との間を電気的に直列に接続する。
【００２０】
　以下でより詳細に説明するように、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に
テストを実施するように構成されている。マイクロプロセッサー１４０は、電池パック温
度センサー９０、電池パック冷却材温度センサー１００、電圧センサー１１０、電流セン
サー１２０、電池サイクリング装置１３０、及び電気的作動スイッチ１６４に電気的に接
続される。マイクロプロセッサー１４０は、ここで説明したテストを実施するために実行
可能なソフトウェア命令（ｅｘｅｃｕｔａｂｌｅ ｓｏｆｔｗａｒｅ ｉｎｓｔｒｕｃｔｉ
ｏｎｓ）及び測定された値（ｍｅａｓｕｒｅｄ ｖａｌｕｅｓ）を保存するように構成さ
れたメモリ装置（ｍｅｍｏｒｙ ｄｅｖｉｃｅ）１４１を含む。
【００２１】
　図２～図６を参照すれば、別の実施形態によって電池パック２０をテストするための方
法の流れ図が示されている。段階１８０を遂行するに先立ち、次の方法に使われるテスト
フラグは初期化される。特に、第１～第８テストフラグ値はそれぞれ第１値と同一でない
値に初期化される。
【００２２】
　段階１８０で、使用者は、ハウジング１４８、第１及び第２伝導性ピン１６０，１６２
、及び電気的作動スイッチ１６４を有した高電圧サービス断電アセンブリー８０を提供す
る。ハウジング１４８は第１及び第２伝導性ピン１６０，１６２を内部に固定するように
構成されている。電気的作動スイッチ１６４は第１及び第２伝導性ピン１６０，１６２の
間を電気的に直列に接続する。前記第１伝導性ピン１６０は第１電池モジュール４０の電
圧端子６２に分離可能に電気的に接続されるように構成されている。前記第２伝導性ピン
１６２は第２電池モジュール５０の電圧端子６８に分離可能に電気的に接続されるように
構成されている。段階１８０の後、前記方法は段階１８１に進む。
【００２３】
　段階１８１で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が閉作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０に電気的に
接続されるようにする第１信号を発生させる。段階１８１の後、前記方法は段階１８２に
進む。
【００２４】
　段階１８２で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に充電テストを実施す
るかどうか、第１テスト値が第１値と異なるかどうか、第２テスト値が第１値と異なるか
どうか、第３テスト値が第１値と異なるかどうか、及び第４テスト値が第１値と異なるか
どうかについて決定する。マイクロプロセッサー１４０は電池パック動作パラメーター（
ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）または使用者入力要求（ｕｓｅｒ ｉｎ
ｐｕｔｔｅｄ ｒｅｑｕｅｓｔ）の一つに基づく充電テストを実施するかどうかを決定す
ることができる。段階１８２の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階１８４に進む
。そうでなければ、前記方法は段階２３０に進む。
【００２５】
　段階１８４で、マイクロプロセッサー１４０は、電池サイクリング装置１３０が電池パ
ック２０の第１及び第２電池モジュール４０，５０を充電するように誘導する調節信号を
発生させる。段階１８４の後、前記方法は段階１８６に進む。
【００２６】
　段階１８６で、電池パック温度センサー９０は、電池パック２０の温度レベルを示す第
２信号を発生させる。段階１８６の後、前記方法は段階１８８に進む。
【００２７】
　段階１８８で、マイクロプロセッサー１４０は、第２信号が電池パック２０の温度レベ
ルがスレッショルド温度レベル（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ ｌｅｖｅ
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ｌ）よりも高いことを示す第１スレッショルドレベルよりも高いかどうかを決定する。段
階１８８の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階１９０に進む。そうでなければ、
前記方法は段階２０２に進む。
【００２８】
　段階１９０で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階１９０の後、前記方法は段階２
００に進む。
【００２９】
　段階２００で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した温度テスト
失敗（ｔｅｓｔｉｎｇ ｆａｉｌｕｒｅ）を示す第１値（ｆｉｒｓｔ ｖａｌｕｅ）と同等
な第１テストフラグ（ｔｅｓｔ ｆｌａｇ）を設定し、前記第１テストフラグをメモリ装
置１４１に保存する。段階２００の後、前記方法は段階２０２に進む。
【００３０】
　段階２０２で、電池パック冷却材温度センサー１００は、電池パック２０を通じて流動
する冷却材の温度レベルを示す第３信号を発生させる。段階２０２の後、前記方法は段階
２０４に進む。
【００３１】
　段階２０４で、マイクロプロセッサー１４０は、第３信号が冷却材温度レベルがスレッ
ショルド冷却材温度レベル（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ ｃｏｏｌａｎｔ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒ
ｅ ｌｅｖｅｌ）よりも高いことを示す第２スレッショルドレベルよりも高いかどうかを
決定する。段階２０４の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階２０６に進む。そう
でなければ、前記方法は段階２１０に進む。
【００３２】
　段階２０６で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階２０６の後、前記方法は段階２
０８に進む。
【００３３】
　段階２０８で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した冷却材温度
テスト失敗を示す第１値と同等な第２テストフラグを設定し、前記第２テストフラグをメ
モリ装置１４１に保存する。段階２０８の後、前記方法は段階２１０に進む。
【００３４】
　段階２１０で、電流センサー１２０は、電池パック２０の第１及び第２電池モジュール
４０，５０を通じて流れる電流レベルを示す第４信号を発生させる。段階２１０の後、前
記方法は段階２１２に進む。
【００３５】
　段階２１２で、マイクロプロセッサー１４０は、第４信号が電池パック２０を通じて流
れる電流レベルがスレッショルド電流温度レベル（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ ｃｕｒｒｅｎｔ 
ｌｅｖｅｌ）よりも高いことを示す第３スレッショルドレベルよりも高いかどうかを決定
する。段階２１２の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階２１４に進む。そうでな
ければ、前記方法は段階２２２に進む。
【００３６】
　段階２１４で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階２１４の後、前記方法は段階２
２０に進む。
【００３７】
　段階２２０で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した電流レベル
テスト失敗を示す第１値と同等な第３テストフラグを設定し、前記第３テストフラグをメ
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モリ装置１４１に保存する。段階２２０の後、前記方法は段階２２２に進む。
【００３８】
　段階２２２で、電圧センサー１１０は、電池パック２０によって出力される電圧レベル
を示す第５信号を発生させる。段階２２２の後、前記方法は段階２２４に進む。
【００３９】
　段階２２４で、マイクロプロセッサー１４０は、第５信号が電池パック２０の電圧レベ
ルがスレッショルド電圧レベル（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ ｖｏｌｔａｇｅ ｌｅｖｅｌ）より
も高いことを示す第４スレッショルドレベルよりも高いかどうかを決定する。段階２２４
の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階２２６に進む。そうでなければ、前記方法
は段階１８２に進む。
【００４０】
　段階２２６で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階２２６の後、前記方法は段階２
２８に進む。
【００４１】
　段階２２８で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した電圧レベル
テスト失敗を示す第１値と同等な第４テストフラグを設定し、前記第４テストフラグをメ
モリ装置１４１に保存する。段階２２８の後、前記方法は段階１８２に進む。
【００４２】
　段階１８２をさらに参照すれば、段階１８２の値が“ＮＯ”であれば、前記方法は段階
２３０に進む。
【００４３】
　段階２３０で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に放電テストを実施す
るかどうか、第５テスト値が第１値と異なるかどうか、第６テスト値が第１値と異なるか
どうか、第７テスト値が第１値と異なるかどうか、及び第８テスト値が第１値と異なるか
どうかについて決定する。マイクロプロセッサー１４０は、電池パック動作パラメーター
または使用者入力要求の一つに基づく放電テストを実施するかどうかを決定することがで
きる。段階２３０の値が“ＹＥＳ”の場合、前記方法は段階２３２に進む。そうでなけれ
ば、前記方法は終了（ｅｘｉｔ）する。
【００４４】
　段階２３２で、マイクロプロセッサー１４０は、電池サイクリング装置１３０が電池パ
ック２０の第１及び第２電池モジュール４０，５０を放電するように誘導する調節信号を
発生させる。段階２３２の後、前記方法は段階２４０に進む。
【００４５】
　段階２４０で、電池パック温度センサー９０は、電池パック２０の温度レベルを示す第
６信号を発生させる。段階２４０の後、前記方法は段階２４２に進む。
【００４６】
　段階２４２で、マイクロプロセッサー１４０は、第６信号が電池パック２０の温度レベ
ルがスレッショルド温度レベルよりも高いことを示す第１スレッショルドレベルよりも高
いかどうかを決定する。段階２４２の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階２４４
に進む。そうでなければ、前記方法は段階２４８に進む。
【００４７】
　段階２４４で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階２４４の後、前記方法は段階２
４６に進む。
【００４８】
　段階２４６で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した温度テスト
失敗を示す第１値と同等な第５テストフラグを設定し、前記第５テストフラグをメモリ装



(11) JP 2016-504564 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

置１４１に保存する。段階２４６の後、前記方法は段階２４８に進む。
【００４９】
　段階２４８で、電池パック冷却材温度センサー１００は、電池パック２０を通じて流動
する冷却材の温度レベルを示す第７信号を発生させる。段階２４８の後、前記方法は段階
２５０に進む。
【００５０】
　段階２５０で、マイクロプロセッサー１４０は、第７信号が冷却材温度レベルがスレッ
ショルド冷却材温度レベルよりも高いことを示す第２スレッショルドレベルよりも高いか
どうかを決定する。段階２５０の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階２５２に進
む。そうでなければ、前記方法は段階２６０に進む。
【００５１】
　段階２５２で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階２５２の後、前記方法は段階２
５４に進む。
【００５２】
　段階２５４で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した冷却材温度
テスト失敗を示す第１値と同等な第６テストフラグを設定し、前記第６テストフラグをメ
モリ装置１４１に保存する。段階２５４の後、前記方法は段階２６０に進む。
【００５３】
　段階２６０で、電流センサー１２０は、電池パック２０の第１及び第２電池モジュール
４０，５０を通じて流れる電流レベルを示す第８信号を発生させる。段階２６０の後、前
記方法は段階２６２に進む。
【００５４】
　段階２６２で、マイクロプロセッサー１４０は、第８信号が電池パック２０を通じて流
れる電流レベルがスレッショルド電流温度レベルよりも高いことを示す第３スレッショル
ドレベルよりも高いかどうかを決定する。段階２６２の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記
方法は段階２６４に進む。そうでなければ、前記方法は段階２６８に進む。
【００５５】
　段階２６４で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階２６４の後、前記方法は段階２
６６に進む。
【００５６】
　段階２６６で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した電流レベル
テスト失敗を示す第１値と同等な第７テストフラグを設定し、前記第７テストフラグをメ
モリ装置１４１に保存する。段階２６６の後、前記方法は段階２６８に進む。
【００５７】
　段階２６８で、電圧センサー１１０は、電池パック２０によって出力される電圧レベル
を示す第９信号を発生させる。段階２６８の後、前記方法は段階２７０に進む。
【００５８】
　段階２７０で、マイクロプロセッサー１４０は、第９信号が電池パック２０の電圧レベ
ルがスレッショルド電圧レベルよりも高いことを示す第４スレッショルドレベルよりも高
いかどうかを決定する。段階２７０の値が“ＹＥＳ”であるとき、前記方法は段階２７２
に進む。そうでなければ、前記方法は段階２３０に進む。
【００５９】
　段階２７２で、マイクロプロセッサー１４０は、電気的作動スイッチ１６４が開作動位
置となるように誘導して、第１電池モジュール４０が第２電池モジュール５０から電気的
に分離されるように、第１信号の発生を停止させる。段階２７２の後、前記方法は段階２
７４に進む。
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【００６０】
　段階２７４で、マイクロプロセッサー１４０は、電池パック２０に関連した電圧レベル
テスト失敗を示す第１値と同等な第８テストフラグを設定し、前記第８テストフラグをメ
モリ装置１４１に保存する。段階２７４の後、前記方法は段階２３０に進む。
【００６１】
　前述した方法は前記方法を実施するためのコンピュータで実行可能な命令（ｃｏｍｐｕ
ｔｅｒ－ｅｘｅｃｕｔａｂｌｅ ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ）を格納した一つまたはそれ
以上のコンピュータ可読メディア（ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｒｅａｄａｂｌｅ ｍｅｄｉａ）の
形式で少なくとも部分的に具現可能である。コンピュータ可読メディアは、ハードドライ
ブ（ｈａｒｄ ｄｒｉｖｅｓ）、フラッシュメモリ（ｆｌａｓｈ ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ－
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、及び当業者に知られた他のコンピュータ可
読メディアの中の一つ以上を含むことができ、前記コンピュータで実行可能な命令が一つ
以上のマイクロプロセッサーまたはコンピュータによってロード（ｌｏａｄｅｄ ｉｎｔ
ｏ）及び実行（ｅｘｅｃｕｔｅｄ）されるとき、一つ以上のマイクロプロセッサーまたは
コンピュータは本発明を実施するために特別にプログラミングされた機器となる。したが
って、電池パック２０が減少した出力電圧を持つとき、その後に電池パック２０にテスト
をさらに実施する者は前記テストを実施することができる。
【００６２】
　本発明は制限された数の例示にだけ関して具体的に記述されたが、本発明が前記表現さ
れた例示に限定されるものではないという点を認識しなければならない。より正確には、
本発明は、変形、変更、置換、またはここで表現されたものだけでなく、本発明の意図及
び範疇に相応する組合せにいくらでも修正可能である。さらに、本発明の多様な例示が表
現されたが、本発明の様相はただ表現された例示の一部のみを含むことができるという点
を認識しなければならない。したがって、本発明は前記表現によって限定されるものでは
ない。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　前記テストシステム及び電池パックをテストするための方法は他のテストシステム及び
方法よりも実質的な利点を提供する。特に、前記テストシステム及び方法は、電池パック
に関連して測定された信号がスレッショルドレベルよりも高いとき、電池パック内の電池
モジュールを電気的に分離させる電気的作動スイッチを有した高電圧サービス断電アセン
ブリーを使う技術的効果を提供する。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　テストシステム
　２０　電池パック
　３０　ハウジング
　４０　第１電池モジュール
　５０　第２電池モジュール
　６０，６６　陽極電圧端子
　６２，６８　陰極電圧端子
　８０　高電圧サービス断電アセンブリー
　９０　電池パック温度センサー
　１００　電池パック冷却材温度センサー
　１１０　電圧センサー
　１２０　電流センサー
　１３０　電池サイクリング装置
　１４０　マイクロプロセッサー
　１４１　メモリ装置
　１４８　ハウジング
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　１５０　固定型ハウジング
　１５２　除去可能なハウジング
　１６０　第１伝導性ピン
　１６２　第２伝導性ピン
　１６４　電気的作動スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(15) JP 2016-504564 A 2016.2.12

10

20

30

40

【国際調査報告】



(16) JP 2016-504564 A 2016.2.12

10

20

30

40



(17) JP 2016-504564 A 2016.2.12

10

20

30

40



(18) JP 2016-504564 A 2016.2.12

10

20

30

40



(19) JP 2016-504564 A 2016.2.12

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

Ｆターム(参考) 5G503 BA03  BB01  CA01  CA11  CB11  EA09  GA11 
　　　　 　　  5H030 AA10  AS20  FF22  FF42  FF43  FF44  FF61  FF67  FF68 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

